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Sposéb wykrywania wad dielektrycznych elementéw lamp elektronowych,
zwlaszcza lamp nadawczych

-

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykrywania wad dielektrycznych elementéw lamp elektronowych,
zwtaszcza lamp nadawczych, przy pomocy grzania wysokoczestotliwosciowego. |

W lampach nadawczych duzej mocy wystepowa¢ mogq trudnosci spowodowane wadami elementéw diele-
ktrycznych, stanowigcych fragment obudowy lampy wzglednie wadami wspornikéw izolujacych poszczegéline
elektrody. Przyczyng tych trudnosci sa nadmierne straty dielektryczne w silnych polach elektrycznych, ktére sq
wynikiem niejdnorodnosci materiatu dielektrycznego pod wzgledem stratnosci.

Wykrycie wad elementéw dielektrycznych nastepuje najczesciej w gotowym wyrobie, powodujac koniecz-
no$¢ odrzucania niektorych lamp jako bezwartosciowych.

Znany dotychczas sposéb wykrywania wad elementéw dielektrycznych polega na pomiarze stratnosci
dielektrycznej materiatu izolacyjnego z ktérego wykonane sg elementy dielektryczne lamp. Sposéb polega na
wykonaniudprébek“z partii materiatu izolacyjnego i mierzeniu ich stratnosci w rezonatorach mikrofalowych.

Wada stosowanego dotychczas sposobu jest usrednianie wyniku pomiaru stratnosci dielektrycznej dla catej
prébki. Nie pozwala on na wykrycie lokalnych niejednorodnosci ktére mogq sta¢ sie przyczyna wadliwosci
podzespotu dielektrycznego i w efekcie ,,grzania dynamicznego” lampy powodujacego jej uszkodzenie.

‘ Wada dotychczasowego sposobu jest réwniez to, ze dostarcza on informacji tylko o zastosowanym ma-
teriale izblacyjnym, anie dostarcza informacji ogotowym elemencie dielektrycznym lampy elektronowej
w ktdrej wskutek dodatkowych operacji technologicznych, np. tgczenia z metalem mogty powsta¢ dodatkowe
niejednorodnosci i obszary o zwiekszonej stratnosci. Oprécz tego znany sposéb jest pracochtonny, wymaga
zastosowania specjalnej aparatury i dokonuje pomiaréw z reguty na innych czestotliwosciach niz te, przy ktérych
element dielektryczny pracuje.

Celem wynalazku jest usunigcie wad dotychczasowego sposobu i umozliwienie pomiaréw stratnosci goto-

_wych elementéw dielektrycznych lamp elektronowych, Zagadnieniem technicznym jest opracowanie sposobu

wykrywania wadliwosci gotowych elementéw dielektrycznych w réznych fazach ich wykonywania, pozwalajacego‘
nawykrycie lokalnych niejednorodnosci.
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Zagadnienie to zostato rozwigzane w ten sposéb, Zze badany element dielektryczny zostaje umieszczony

w silnym polu elektromagnetycznym powodujacym grzanie obszaréw elementu dielektrycznego o duZej strat-
nosci, przy czym réwnoczesnie dokonywana jest kontrola temperatury réznych punktéw powierzchni elementu
" dielektrycznego. Silnym polem elektromagnetycznym jest najkorzystniej pole fali stojacej rezonatora wielkiej
czestotliwosci zasilanego z generatora duzej mocy, przy czym badany element umieszczony jest w obszarze
maksymalnego pola elektrycznego rezonatora. Temperatura powierzchni elementu dielektrycznego okre$lona jest
przy pomocy termopar dotykajacych do wybranych punktéw powierzchni lub droga naniesienia na powierzchnig
. elementu dielektrycznego farby termoczutej. Zmiana zabarwienia farby termoczutej $wiadczy o nadmiernym
grzaniu si¢ danego fragmentu elementu dielektrycznego.

~ Spos6b umozliwia szybka ocene jakosci elementéw dielektrycznych na dowolnym etapie ich wykonania, co
pozwala na wczesniejsze eliminowanie elementéw wadliwych. Strefa wadliwosci zostaje wyraznie okreslona, co
niejednokrotnie umozliwia wniesienie do procesu technologicznego poprawek, pozwalajgcych na zregenerowanie
dielektrycznego elementu z ujawniona wada. Spos6b moze byé stosowany przy produkcji masowej do kontrolo-
wania 100% wyrobéw. Przyk t a d. Na obszary szklanej obudowy lampy nadawczej 2 wykonanymi ztaczami
szkto-metal w ktérych mozna si¢ spodziewaé nadmiernego grzania sie szkta w trakcie pracy lampy nanoszona
jest farba termoczuta. Tak przygotowany podzesp6t lampowy umieszczany jest w miejscu maksymalnego pola
elektromagnetycznego dostrojonego rezonatora wielkiej czgstotliwosci przez | ktéry przechodzi moc dostarczana
z generatora wielkiej czestotliwosci. Badany podzesp6t lampowy pozostaje w zasilanym energig wielkiej czestotli-
wosci rezonatorze w ciagu 1 do 5 minut. Réwnoczesnie obserwuje si¢ obszary pokryte farbq termoczuta. Wy-
razna zmiana barwy farby termoczutej w tym okresie czasowym $wiadczy o wadliwosci badanego elementu
dielektrycznego. '

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wykrywania wad dielektrycznych elementéw lamp elektronowych, zwtaszcza lamp nadawczych
przy pomocy grzania wysokoczestotliwosciowego, znamienny tym, 2e badany element dielektryczny umieszcza
sie¢ w silnym polu elektromagnetycznym powodujacym grzanie obszaréw badanego elementu o duZej stratnosci,
przy czym réwnoczesnie dokonuje si¢ kontroli temperatury réznych punktéw powierzchni badanego elementu
dielektrycznego.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze silnym polem elektromagnetycznym jest pole fali stojacej
dostrojonego rezonatora wielkiej czestotliwosci zasilanego z gneratora duzej mocy , przy czym badany element
umieszczony jest w obszarze maksymalnego pola elektrycznego rezonatora.

3. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze temperatura wybranych punktéw powierzchni badanego
elementu dielektrycznego okreslana jest przy pomocy termopar.

4. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Zze na powierzchnie badanego elementu dielektrycznego nanosi
sig farbe termoczutq i obserwuije si¢ zmiang jej barwy pod wptywem grzania.
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